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Sintesis de nanomateriales, cristalografia, difraccion de rayos X, caracterizacion de
nanoestructuras mediante técnicas de microscopia electrénica (SEM, TEM, EDS,
STEM, AFM)

Actualmente soy profesor Investigador de Tiempo Completo en la Universidad
Auténoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, adscrito al Departamento de Cien-
cias Basicas en el Area de Quimica de Materiales. Mi labor académica e investigado-
ra se centra en el campo de la quimica de materiales avanzados y sus aplicaciones
optoelectrénicas. Mi linea de investigacidn abarca el uso de la cristalografia, difrac-
cion de rayos X, electrones y técnicas de caracterizacion a través de técnicas de
microscopia electronica para el estudio de la anisotropia en nanoestructuras y su
aplicacion en la remediacién de aguas residuales. En el ambito profesional tengo el
reconocimiento como investigador Nacional Nivel | (2023-2027) reconocido por el
Colegio de Postgraduados Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y cuenta con el Reconocimien-
to de Perfil Deseable (PRODEP) otorgado por la Secretaria de Educacion Publica
para el periodo 2023-2026. Asimismo, hasta la fecha cuento con 33 trabajos de
investigacion en extenso y publicados en revistas con revisidn entre pares. ademas
de fungir como asesor de tesis en 15 proyectos de licenciatura y posgrado.
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